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(57) Пристрій контролю висотного положення де-

формаційних марок, що містить двоканальний 
оптикоелектронний пристрій з об'єктивом та бага-

тоелементним фотоприймачем, з каналами, роз-
вернутими на 180°, кожний з яких має джерело 
світла з діафрагмою, блок обробки інформації та 
блок індикації, який відрізняється тим, що двока-

нальний оптикоелектронний пристрій містить оп-
тичний світлорозподільний блок, робочі відбивні 
грані якого розташовані під кутом 45° відносно 
вертикального положення оптичної осі оптикоеле-
ктронного пристрою, на якому перед об'єктивом 
знаходиться скануючий блок з механізмом приво-
ду, корпус двоканального оптикоелектронного 
пристрою в нижній частині містить блок почергово-
го відкриття та закриття шторок світлових каналів 
та прецизійну стикувальну основу, яку мають та-
кож корпуси джерел світла, а блок обробки інфор-
мації містить електронний блок обліку засвічених 
пікселів та розрахунку точного значення вертика-
льного кута між напрямками на світлові марки. 

 

 
Запропонований пристрій належить до інже-

нерної геодезії, маркшейдерії. 
Відомий пристрій для визначення висот, до 

складу якого входять нівелір і нівелірні рейки [1]. 
До недоліків пристрою можна віднести наявність 
оператора-людини, яка може вносити похибки у 
результати вимірювань, що знижує надійність і 
точність використання пристрою, а також продук-
тивність нівелювання. 

Відомий пристрій автоматичного контролю по-
ложення елементів інженерних споруд [2]. Основ-
ним недоліком його є складність автоматичних 
приладів, що приводить до високої вартості апа-
ратури і порівняно невисокої точності вимірювань. 

Аналогом запропонованого технічного рішення 
може слугувати пристрій [2], який приймається за 
прототип. 

В основу винаходу поставлено задачу вдоско-
налення пристрою контролю висотного положення 
деформаційних марок та підвищення точності кон-
тролю. 

Поставлена задача вирішується тим, що у 
пристрої контролю висотного положення дефор-
маційних марок, що містить двоканальний оптико-
електронний пристрій з об'єктивом та багатоеле-
ментний фотоприймач, з каналами, розвернутими 
на 180°, кожний з яких має джерело світла з діаф-

рагмою, блок обробки інформації та блок індикації, 
відповідно до винаходу, двоканальний оптикоеле-
ктронний пристрій містить оптичний світлорозподі-
льний блок, робочі відбивні грані якого розташова-
ні під кутом 45° відносно вертикального положення 
оптичної осі оптикоелектронного пристрою, на 
якому перед об'єктивом знаходиться скануючий 
блок з механізмом приводу, корпус двоканального 
оптикоелектронного пристрою в нижній частині 
містить блок почергового відкриття та закриття 
шторок світлових каналів та прецизійну стикуваль-
ну основу, яку мають також корпуси джерел світла, 
а блок обробки інформації містить електронний 
блок обліку засвічених пікселів та розрахунку точ-
ного значення вертикального кута між напрямками 
на світлові марки. 

Застосування скануючого блока з механізмом 
приводу і датчиком кута повороту забезпечує про-
ходження світлової плями від діафрагми по чутли-
вій площині багатоелементного фотоприймача, що 
дозволяє рондомізувати систематичні похибки 
виготовлення пікселів фотоприймача у випадові, а 
електронний блок обліку засвічених пікселів та 
розрахунку точного значення вертикального кута 
між напрямками на світлові марки обчислює сере-
дні значення з положень світлової плями кожного з 
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каналів і значення вертикального кута на світлові 
марки, чим підвищується точність вимірювань. 

Використання оптичного світлорозподільного 
блока та блока почергового відкриття та закриття 
шторок світлових каналів дозволяє почергово спо-
стерігати джерела світла з обох каналів за допо-
могою одного об'єктива та багатоелементного фо-
топриймача, що спрощує конструкцію пристрою та 
здешевлює його вартість. 

Суть запропонованого винаходу пояснюється 
наступними кресленнями. На фіг. 1 показано блок-
схему запропонованого приладу: 

1 - джерела світла з діафрагмами (1.1 - ліве, 
1.2 - праве); 

2 - оптичний світлорозподільний блок; 
3 - скануючий блок з механізмом приводу; 
4 - об'єктив; 
5 - багатоелементний фотоприймач (напри-

клад, ПЗЗ-матриця) з попереднім підсилювачем; 
6 - блок обліку засвічених пікселів; 
7 - електронний блок обробки інформації; 
8 - блок індикації з клавішним пристроєм; 
9 - корпус оптикоелектронного пристрою 

(ОЕП). 
На фіг. 2 показано схематично конструктивне 

виконання приладу, при цьому введені позначен-
ня: 

10 - блок почергового відкриття та закриття 
шторок світлових каналів; 

11 - прецизійна стикувальна основа приладу; 
12 - прецизійна стикувальна основа джерела 

світла; 
13 - блок запису і зберігання інформації. 
Блоки ОЕП 2…11 змонтовані в одному корпусі 

9. ОЕП прецизійною основою 11 встановлено і 
з'єднано з відповідним точним механізмом дефо-
рмаційної марки(ДМ) на даній нівелірній точці. В 
суміжних нівелірних точках на таких же точних 
механізмах ДМ встановлені своїми основами 12 
випромінювачів світла 1(1.1 і 1.2). 

Пристрій контролю висотних відміток дефор-
маційних марок працює наступним чином. 

Вимірювання починають від опорного репера 
нівелірного ходу (опорної ДМ № 1), на якій встано-
влюють джерело світла з діафрагмою 1.1; на ДМ 
№ 2 - встановлюють ОЕП; на ДМ № 3 встановлю-
ють джерело світла з діафрагмою 1.2 (Фіг. 2). 

При включенні ОЕП і джерел світла з діафраг-
мами 1.1 і 1.2 світлові потоки від останніх потрап-
ляють через оптичний світлорозподільний блок 2 і 
скануючий блок 3 в об'єктив 4. Об'єктив 4 формує 
зображення світлових випромінювачів 1.1 і 1.2 в 
приймальній площині багатоелементного фотоп-
риймача 5. Блок шторок 10 почергово відчиняє 
шторки, пропускаючи світловий потік то від світло-
вого випромінювача 1.1, або від світлового випро-
мінювача 1.2, при цьому скануючий клинковий 
блок 3 з датчиком кута повороту має обертання 
навколо вертикальної осі, що здійснюється механі-
змом приводу, який забезпечує сканування світло-
вим променем (1.1 і 1.2 почергово) площини бага-
тоелементного фотоприймача 5 і цим самим 
дозволяє суттєво підвищити точність фіксації по-
ложення зображення світлових випромінювачів 1.1 
і 1.2 відносно оптичної осі системи блоків 2,4,5. 

Дані вимірювань положення світлових проме-
нів 1.1 і 1.2 3 блока 5 надходять в блок 6, де вико-
нується облік засвічених пікселів. Далі, в блоці 7 
визначаються кутові координати вертикальних 
напрямків "джерело світла з діафрагмою 1.1 - 
об'єктив 4 (через світлорозподільний блок 2)» і 
"джерело світла з діафрагмою 1.2 - об'єктив 4 (че-
рез світлорозподільний блок 2)» і обчислюється 
вертикальний кут між цими напрямками. Ці дані 
надходять в блок індикації 8. З використанням 
клавіатури блока 8 вводяться необхідні атрибути-
вні дані та виконується керування роботою при-
строю. В блоці запису і зберігання інформації ви-
конується запис та збереження інформації щодо 
висотного положення деформаційних марок. 

Таким чином, запропонований пристрій дозво-
ляє підвищити точність визначення висотного по-
ложення деформаційних марок та зменшити вар-
тість конструкції. 
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